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Se presenta un método alternativo de contorncado usando técnicas de interferomctria a speckle
digital (DSPI), que permite utilizar un sélo haz cohcrente para iluminar ¢l objeto mediante el

cmplco de una red de fasc.

La obtencion de lineas de igual profundidad de un
objeto respecto a un plano de referencia (franjas de
contorncado) ¢s muy importantc ¢n 1os procesos dc
inspeccion automdtica. El método aqui presentado
pcrmite evitar el procesamicnto fotogréafico. Ademads,
mediante una téenica de corrimicento de fase, las
franjas oblcnidas son analizadas por una computa-
dora personal provista de una memoria de imégencs.
La figura 1 mucstra cl esquema del dispositivo cx-
perimental empleado. La luz proveniente de un 1dser
He-Ne cs expandida por una pequefia lente con filtro
cspecial eilumina al objeto através de unared de fasc.
Laimagcn del objeto cs captada porunacdmara CCD
y digitalizada y procesada por una computadora
personal provista de una memoria de imégenes. Sc
registra un estado inicial y csta imagen es sustraida a
ticmpo real de las sucesivas donde se introduce
alguna modificacion en la ubicacion o posicién dc la
red de fasc. Dicha rcd produce un haz directamente
transmitido que genera un diagrama de specklcs de
rcferencia. Cada uno de los 6rdenes difractados gen-
era un diagrama de speckle que interfierc con cl
gencrado por el haz dircctamente transmitido. Una
translacion de 1a red de fasc a lo largo dcl eje 6ptico
provocard una correspondicnte alteracion cn cada
uno de los diagramas de speckle generados,salvo cl
producido por el orden cero. Esto ¢s cquivalente alo
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Figura 1: Esquema del dispositivo experimental
empleado: L: Laser, E: Espejo, FE: Filtro Es-
pacial, LE: Lente Expansora, R: Red de Fase, O:
Objeto, D: Diafragma, CCD: Camara de TV;C:
Computadora y M: Monitor.

que en otros métodos se produce al inclinar el objeto.
El resultado de la sustraccién aparcce en un monitor
como un conjunto de franjas sobre el ebjeto, quc
contienc informacién sobre su topografia. Eligiendo
entonces adecuadamente la red dc fase, se puede
favorecer un determinado sistema de franjas. La
forma en que la informacién cs almacenada depende
dc la gcometria de 1a red y de 1a operacion efectuada
sobre clla luego de adquirida la primera imagen.

LA PLATA 1990 - 163



Sean A y B las amplitudes complejas de las ondas
que representan cl orden cero y los 6rdenes difracta-
dos, respectivamente, Las franjas sc obticnen por sus-
traccion de los registros de intensidad correspondicn-
tes, a partir de:

I,-1, =4 AB scn g(x,y) - [ h(x,y) /2] sen [ h(x,y) /2]

donde g(x,y) cs la fase aleatoria del diagrama dc
speckle y h (x,y) s cl corrimiento de fase del objeto
debido ala operacién efectuada sobrelared, la que se
suponc no decorrelaciona los speckles. Es decir, 1a
diferencial,-I, exhibe un diagrama de spcckle modu-
lado por franjas que describen las linas de nivel
h (x,y) = cte. ’

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las figuras 2 y 3 mucstran las lineas de nivel dc
una pirdmide de 10 mm de altura para dos desplaza-
micntos distintos de 1a red de fase tipo Ronchi de 15

Figura 2: Lineas de nivel de una piramide del0
mm de altura para un desplazamiento delared de
fase tipo Ronchi de 15 lineas/mm,

Figura 3: Como la figura 2, para un desplaza-
miento de la red de fase.

164 - ANALES AFA Vol. 2

." L 3, : g : ""‘, i ;ﬁ'

Figura 4: Lineas obtenidas para el mismo objeto
de las figuras 2 y 3 con una red de fase circular.

Figura S:
simétrico.

Lineas de nivel pone un objeto no

lincas por mm. La figura 4 muestra ¢l mismo caso
cuando la rcd es circular. Por dltimo la figura 5
prcsenta cl caso dc un objeto no simétrico.

CONCLUSIONES

Este método prescnta 1a ventaja de no requerir 1a
manipulacion dcl objeto para obtencr las lineas de
nivel. Ofrece la posibilidad de sintctizarlared de fase
adccuada a cada objeto cn particular, de tal forma de
generar [ranjas rectas como lineas de nivel, facili-
tando asf cl rclevamicnto de los datos. El cmpleo de
unhaz convergente deiluminacién noimpong restric-
cioncs al tamafio del objcto.
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